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Description

Cet instrument fabriqué par le Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des
Géosciences de I'Environnement (CEREGE), permet de réaliser de I'analyse chimique par
fluorescence X, c'est-a-dire obtenir la composition chimique de I'échantillon analysé
(éléments compris entre le magnésium et I'uranium. Cet instrument est composé d'une
source de rayons X au Molybdéne, d'une optique focalisant les rayons X sur I'échantillon
analysé, d'une platine échantillon permettant son orientation angulaire par rapport au
faisceau et sa position en hauteur et d'un détecteur. Le principe de la TXRF est
globalement équivalent a celui de la XRF dans le sens ou un faisceau de rayons X va
exciter la matiére pour produire des raies d’émissions secondaires caractéristiques de la
nature des atomes présents dans I'échantillon analysé. La différence provient du fait que
les rayons X sont monochromatiques et que leur angle d’incidence est tres faible (inférieur
ou égal a 0.1°). lls sont donc quasiment totalement réfléchis par I'échantillon, ce qui limite
I'absorption et la diffusion dans I'échantillon réduisant considérablement le bruit de fond. Il
en résulte des sensibilités de détection beaucoup plus élevées que dans le cas de la
fluorescence X classique, jusqu’a un facteur 1000.

Utilisation

Du fait de sa grande sensibilité, cet équipement peut étre utilisé au Centre Européen de
Recherche et d’Enseignement des Géosciences de I'Environnement (CEREGE) pour
détecter les éléments en traces présents dans des échantillons de nature variée et/ou
analyser des échantillons en trés faible quantité.
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